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Cambio temporal de las poblaciones

At = 40 ps
N®grEp

Estado fluorescente

dN,/dt=-N\Olsrgp / hgrgp + N O Igrgp / N@grep - Nikg  [1]

Nivel vibracional del estado fundamental

dN*,/dt= N,Olggp / hogrep - N*o 0 Igrpp / hogrgp - Nk, [2]




Diseno experimental

Espectros normalizados de absorcion y emision de ATTO 647N. AA = 7 nm
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Diseno experimental

Ingenieria del haz STED

Plano focal
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Resolucion espacial
en funcion de la intensidad del STED
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Factor de supresion: n = exp (-1n2 Lypp(x) / L)

Distribucion de intensidad del STED cerca del punto focal:
Aproximo el E linelamente, luego I puede ser aproximada por una parabola

Isrgp (X) = 4 Igrp @2 X2

PSF efectivo del microscopio STED:

heff ®) =h. X nx =exp(-4In2 x?(d;?2 + a? Iyegp(®) / L))

Resolucion:

dc / J 1+ d02 Cl2 ISTED(x) / Is 1 /a JISTED()C) / Is
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Resolucion espacial
en funcion de la intensidad del STED

Distribucion de intensidad del STED cerca del punto focal:
Aproximo el E linelamente, luego I puede ser aproximada por una parabola

Isrgp (X) = 4 Igrgp @2 X2
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